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tung zum Einlesen und zur Uberprufung der zeitlichen 
Lage einer beim Test aus einem zu testenden Speicher- 
baustein, insbesondere einem im DDR-Betrieb arbeiten- 
den DRAM-Speicher (DUT) ausgelesenen Datonantwort 
(DQ) in einem Testempfanger (BOST), bet dem die Daten- 
antwort (DQ) vom zu testenden Speicherbaustein (DUT) 
mit dem verzogerten Datenstrobe-Antwortsignal (DQS) in 
sin Datenlatch (2) eingelatcht wird. Mittels eines als Kali- 
briersignal (8) erzeugten symmetrischen Taklsignals wird 
eine Kalibrierung der zeitlichen Lage des zum Einlatchen 
verzogerten Datenstrobe-Antwortsignals (DQS) gegen- 
iiber der Datonantwort (DQ) durchgefuhrt. Die beim Kali- 
briervorgang in eine Verzogerungseinrichtung (3) einpro- 
gramrnierte Verzogerungszeit (t) liefert auch ein MaS zum 
Abtesten genauer Zeitverhaltnisse zwischen dem Daten- 
strobe-Antwortsignal (DQS) und der Datonantwort (DQ). 
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Beschrcibung 



[0001 1 Die Ertindung bcrritft cin Verfahren und einc Vor- 
richtung zum Einlesen cincr bcirn Test aus cinern zu testen- 
den Spcicherbaustein. insbesonderc aus cinem DRAM- i 
Speicher irn DDR-Bctrieb ausgelesencn Daicnantwori in ci- 
nem Testempfanger. 

[0002] Heutige dyn amische Halbleiterspeicher mit walil- 
frcicni Zugriflf (DRAM-Speicher) wcrden nach ihrer Her- 
stcllung mit Ililfe kostspieliger Produktionstestsysteme ge- to 
tcstct. Dicsc crlaubcn cs, Signal c rnit genau definicrten 
Spannungspegeln zu cxakt definierten Zeitpunkten an den 
zu testenden DRAM-Speicher (DUT = Device Under Test) 
anzulegen. Zur Oberprufung der Lesefunktion des zu testen- 
den DRAM-Speichers werden von diesem ausgelesene Si- IS 
gna[e zu genau definierten Zeitpunkten in das 'lestsystem 
eingelesen und mit erwarteten Signalwerten verglichen. 
(0003 J Aufgrund der hohen Arbeitsfrequenzen heutiger 
Speicherbausteine (bis zu 400 MHz Taktfrequenz, z. B. bei 
Rambus-DRAMs) erfordert die Spezifikation der Lese- und 20 
Schreibsignale solcher Speicherbausteine eine sehr hohe 
Genauigkeit, zum Beispiel sind bei Double Data Rate oder 
DDR-DRAM-Speichern (heutesind bereits Signalspezifika- 
tionen in der GroBenordnung von 500 ps iiblich). Aus die- 
sem Grundc miisscn die dafur gccignctcn Produktionstcstsy- 25 
steme hochsten technischen Anforderungen geniigen, was 
zu entsprechend hohen Kosten fuhrt. Aus diesem Grund be- 
tragen die Testkosten von hochstfrequenten Speicherbau- 
steinen bereits bis zu 30% ihrer Gesamtherstellungskosten. 
[0004 J Besonders kritisch gestaltet sich heute die Mes- 30 
sung des sogenannlen Daten strobe- Ant wortsignals DQS 
beim Lesevorgang von einem im DDR-Betrieb arbeitenden 
DRAM-Speicher. Bei im DDR-Bctrieb arbeitenden DRAM- 
und anderen Speichern wird ein sogenanntes Datenstrobe- 
Antwortsignal oder DQS gesendet, aufgrund dessen das 35 
Einlesen der DQ-Infori nation durch einen Controller, der in 
diesem Fall das Testsystem ist, bei hochsten Frequenzen er- 
folgt. Bei diesem Datenstrobe-Antwort- oder DQS-Signal 
handclt cs sich um cin altcrnicrcndcs Signal, das der Emp- 
fanger, in diesem Fall der Testempfanger dazu benutzt, um 40 
mit jeder steigenden und falicnden Ranke des DQS-Signals 
die Datenantwort, d. h. das DQ-Signal, einzulesen. 
[0005] Nach dem oben Gesagten, sollte beim Test das Da- 
tenstrobe-Antwortsignal DQS wie beim echten Betrieb mit 
einem Controller durch das Testsystem dazu verwendet wer- 45 
den, die Datenantwortsignale direkt in Abhangigkeit von 
dem Datenstrobe-Antwortsignal einzulesen. Allerdings wet- 
sen heutige Produktionstestsysteme diese Funktion nicht 
auf. Dagegcn wird bei heutigen, in der Produktion einge- 
setzten, Speichertestsystemen das Datenstrobe- Ant worts i- 50 
gnal wie jedes Datenantwortsignai oder DQ-Signal betrach- 
tet und im Testsystem relativ zu ciner intemen Zeitreferenz 
verglichen. Dadurch ist cin dircktcr Vcrglcich des Daten- 
strobe- Ant wortsignals DQS mit den Datenantwortsignalen 
DQ nicht moglich. Statt dessen wird bei heutigen Testsyste- 55 
men das Datenstrobe-Antwortsignal DQS gegentiber eioer 
internen Zeitreferenz verglichen und danach die Datenant- 
wortsignale DQ. SchiieBIich kann aus der gemessenen Dif- 
fcrenz auf die Abweichung des Datenstrobe- A ntwortsignals 
DQS gegenuber den Datenantwortsignalen DQ geschlossen 60 
werden. 

[0006] Ein Hauptnachteil dieser Vorgehensweise liegt in 
der erhohlen TesLzeh, da ja sequentiell vorgegangen wird, 
und in einer groBeren Ungenauigkeit des MeBergebnisses. 
[0007] 0s ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und 65 
einc Vorrichtung zum Einlesen und zur Oberprufung der 
zcitlichen Lagc einer beim Test aus einem zu testenden 
Spcicherbaustein, insbesonderc aus einem im DDR-Betrieb 



arbeitenden DRAM-Speicher ausgclcsenen Datenantwort in 
einen Testempfanger so zu ennoglichen, daB die Testzeit 
vcrkurzt und die MeBgenauigkeit erhohl werden kann. 
(0008) Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das erfindungs- 
gemaBe Verfahren vor. die Datenantwort im Testempfanger 
mil einem Strobcsignal einzulesen, das intern irn Testemp- 
fanger aus dem vom zu testenden Spcicherbaustein crzcug- 
len und vom Testempfanger empfangenen Datenstrobe-Ant- 
wortsignal direkt crzeugt wird. Dabci wird das Strobesignal 
durch eine Zeitverzogerung des empfangenen Datcnstrobe- 
Antwortsignals crzeugt, wclchc SoUwcrtcn der zcitlichen 
Lage der vom zu testenden Speicherbaustein ausgelesenen 
Datenantwort bezogen auf das vom selben Speicherbaustein 
erzeugte Datenstrobe-Antwortsignal entspricht. 
[0009] Bevorzugt ist cine prograrnmierbar einstellbare 
Verzogerungszeit einer Verzogerungseinrichtung im Test- 
empfanger vorgesehen. Dabei wird zur Ermittlung der in die 
Verzogerungseinrichtung einzuprogrammierenden Verzoge- 
rungszeit im Testempfanger jeweils ein Kalibriersignal fur 
die Datenantwort und das Datenstrobe-Antwortsignal er- 
zeugt und mit diesen Kalibriersignalen die entsprechenden 
Testsignaleingange des Testempfangers beaufschlagt. 
[0010] Altemativ konnen die Kalibriersignale oder das 
Kalibriersignal auch extern erzeugt und dem Testempfanger 
zugcfuhrt werden. 

[0011] Dabei sind die Kalibriersignale fur die Datenant- 
wort und das Datenstrobe-Antwortsignal ein einziges Takt- 
signal, dessen Frequenz bevorzugt mit der Frequenz des 
vom zu testenden Speicherbaustein erzeugten Datenstrobe- 
Ant wortsignals ubereinstimmt. 

[0012] In weiteren parallelen Patentanmeldungen schla- 
gen die Erfinder vor, Testfunktionen fur zu testende Spei- 
cherbausteine, an die hohe zeitliche Anforderungen gestellt 
werden, in einer von einem ublichen Halbleiterspeichertest-. 
system separaten Halbleiterschaltung in Form einer mog- 
lichst einfachen ASIC-Schaltung zu realisieren, die auf- 
grund verhaltnismaBig geringer Herstellungskostcn und 
kieinen Abmessungen in unmittelbarer Nahe des zu testen- 
den Halblcitcrspcicherbaustcins vorgesehen ist. Hicrdurch 
kann die Genauigkeit und die Frequenz des Tests erhoht 
werden, da durch die kurzen Lcitungen Signallaufzeiten 
bzw. Laufzeitunterschiede z wise hen verschiedenen Signa- 
len reduziert werden konnen. Diese Losung eines vom ubli- 
chen Halbleiterspeichertestsystem abgesetzten separaten 
BOST-Bausteins (BOST = Build Outside Self Test) ermdg- 
licht fur den hier beschriebenen Fall die Einhaltung der fur 
einen genauen Test der zeitlichen Beziehungen zwischen 
den DQ-Signalen und dem Datenstrobe-Antwortsignal DQS 
vom zu testenden Speicherbaustein einzuhaltende Randbe- 
dingung einer konstanten und kurzen Laufzeit zwischen 
dem zu testenden Speicherbaustein und dem Testsystem, in 
diesem Fall dem BOST-Baustein. 

[0013] Dariibcr hinaus schlagt das crfindungsgcmaBc Ver- 
fahren in dem BOST-Schaltkreis cine prog ram mierb are Ka- 
librierung des Datenstrobe-Antwortsignals DQS vor, wel- 
che einen zeitlich hochgenauen und kostengunstigen Test 
unterstiitzt. 

[0014] Dies gilt insbesondere fur mit hohen Frequenzen 
arheitende ORAM-Speicherbausteine, die im DDR-Betrieb 
(Double Data Rate) getestet werden. Durch den direkten 
Vergleich der Datenantwort mit der vom Datenstrobe-Ant- 
wortsignal DQS gebildeten Zeitreferenz im Testempfanger, 
d. h. im BOST-Baustein, wirddeshaib ein applikalionsnaher 
Median ismus zum Einlesen der DQ-Datcn bcreitgestellt. 
[0015] Nachstehcnd folgt eine Beschrcibung der Struktur 
und der Funktionalitat des erfindungsgcmaBen Verfahrens 
anhand eincs cine BOST-Losung bildenden, in der Zeich- 
nung dargeslclltcn, Ausfuhrungsbcispiels. 
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1 0016 1 ])ic Zcichnungsfiguren zeigen: 
10017 1 Fig. 1 ein Blockschaltbild cines durch cine BOST- 
Losung rcalisierten Ausfiihrungsheispiels einer erfindungs- 
gemaBen Vorrichtung mil Mittcln zurn Kalibricren des 
DQS -Signals und 

|001X| Fig. 2 Signalzeitdiagramrne von Signalen A-F an 
einzelnen Signalieitungen dcr in Fig. I dargestellten Schal- 

tllllg. 

[0019J In dcr bevorzugt vorgcschlagencn BOST-Losung 
dcr crnndungsgernaQcn Vorrichtung zurn Einlescn und zur 
Ubcrpriifung dcr zcitlichcn Lagc cincr bcim Test aus cincm 
zu testenden Speicherbaustein DUT insbesondere cinem 
DRAM-Speicher im DDR-Betrieb ausgelescnen Datenant- 
wort wird diese Datenantwort DQ, die am Eingangsan- 
schluB A empfangen wird, mit eineni Strobesignal DQS DEL 
(C in Fig. 2) eingelesen, d. h. zwischengespeichert, das 
durch Zeitverzogerung des vom zu testenden Speicherbau- 
stein DUT erzeugten und am EingangsanschluB B empfan- 
genen Datenstrobe- Ant worts ignal DQS erzeugt wird. 
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zbgcrt wird. wie folgt kalibricrt. Die Schallungsanordnung 
wcist einen Kalibriersignalgenerator S und Treiber 9 und 10 
sowic cine Schaitcranordnung 11 ant. mil dcr tn einem Kali- 
brierzyklus bcvor/.ugt ein symrnelrisches Taklsignal erzeugt 
und zugefuhrt wird. welches ausgangsscitig dcr PutVervcr- 
starker 9 und 10 in die identischen Kalibriersignale DQ^, 
(Fig. 2: D) und DQS'kal (Fig. 2: E) verzweigt wird. Die Ver- 
zogerungseinrichtung 3 ist iiber omen Zahler 4 program- 
mierbar. Ein Verglcichcr 6 verglcichi, ob das Datcnlatch 2 
das Kalibriersignal DQ^l (D) mil dem urn die Vcrzogc- 
rungszcit X in dcr Verzogerungseinrichtung 3 verzogerten 
Kalibriersignal DQSraudel (F'g- 2: F) korrckt eingelesen 
hat oder nicht. Das Ergcbnis des Vergleichcrs 6 wird in ein 
Register 7 eingespeichert. Zur Kalibricrung der Verzoge- 
rungszeit T wird der Zahler 4 linear hochgezahlt und das 
Vergleichsergebnis schrittweise im Register 7 abgespei- 
chert. ' 

[0026] Die in Fig. 1 angedeuteten Registerinhalte zeigen 
beispielhaft, daB eine "0" im Register 7 abgelegt wird, wenn 



[0020, Es istzubemericen.daB zurVereinfa^hung derBe- 20 ^^^r^is ^ ^H^T^ZV'Z 
2SS£2L nUrC,n emZigCS DQ " Signal - ^ dafi eine "1" ?g * legtwird wcm ? das Verg^ic^bnlsdes 

SSSEXSl 5 T^lZT^^Tl * S*^! daB ta «¥~ *«** vom Zah.crstand 3 bb*7 /as 



D eines Datenlatches 2. Das am Dateneingang D anliegende 
Signal DQ (A in Fig. 2) wird in das Datenlatch 2 mit einem 
an seinera Setzeingang S anliegenden Signal C eingelatcht, 
welches aus dem Datenstrobe- A ntwortsignal DQS (Signal 
am Hingang B) durch Verzogerung urn eine bestimmte Ver- 30 
zogerungszeit T in einer Verzogerungseinrichtung 3 erzeuet 
wird. 

[0022J Hier ist zu bemerken, daB die Spezifikarion fUr im 
Data-Double-Rate- oder DDR-Betrieb arbeitenden DRAM- 
Speicher eine sehr genaue Zeitbeziehung zwischen dem Da- 35 
tenantwortsignal DQ und dem Datenstrobe-Antwortsignai 
DQS vorsieht. Fur solche im DDR-Betrieb arbeitende 
DRAM-Speicher ist beispielsweise festgelegt, daB DQ und 
DQS maximal urn ±500 ps voncinandcr abweichen diirfen, 
um ein sicheres Lesen beim Empfanger, zum Beispiei einem 40 
Controller, zu gewahrleisten. 

[0023 J Unter Beriicksichtigung dieser hochgenauen Spe- 
zifikation muB das das erfindungsgemaBe Verfahren und die 
errindungsgemaBe Vorrichtung benutzende Testsystem. bei 
dem dcr BOST-Baustein ganz in der Nahe des zu testenden 45 
Speicherbausteins angeordnet ist. die Randbedingung erful- 
len, dafi die Laufzeit der Datenantwort DQ und des Daten- 
strobe- An twortsignals DQS Uber die Schnittstellen und die 
Leitungen fur ein und denselben BOST-Baustein bzw. filr 
ein und dasselbe Testsystem immer konstant ist. 50 
[0024J Unter Einhaltung dieser Randbedingung schafft 
die in die Verzogerungseinrichtung 3 gezielt einprogram- 
rmcrtc Vcrzogcrungszcit T cine Sollbcdingung zur Ubcrprii- 
fung dcr zeitlichen Lage zwischen der vom DUT einzule- 



senden Datenantwort HO „„a a„ . n , V Z 2 ovnaiiuu^anorunung aer vorrichtung zum binlesen und zur 

: n tD0tZT^J2 T**%l?'TZ° h Z^™™: 55 ****** ^ einer beim Test aus einem 



Datenauge ausreichend gut getroffen wird, d. h. daB die 
Flanke des um die Verzdgerungszeit T in der Verzogerungs- 
einrichtung 3 verzogerten Kalibriersignals DQSkal^el (F) 
den jeweiligen logischen Wert des Kalibriersignals DQka L 
(D) Fur die Datenantwort richtig in das Latch 2 eingelatcht 
hat. 

[0027] Fig. I enthalt gestrichelt eingezeichnet eine Aus- 
werteeinrichtung 12. die das im Register 7 stehende Kali- 
brierergebnis auswertet und entsprechend dem Auswerteer- 
gebnis den Zahler 4 auf einen mittigen Wert, in diesem Bei- 
spiei auf den Zahlerstand "5" fur den dem Kalibriervorgang 
folgenden echten Tcstbetrieb einstellt. 

[0028] Wenn die Frequenz des Kalibriersignals 8 bekannt 
ist und wenn die oben angefuhrte Randbedingung cingchal- 
ten ist, kann das Verfahren und die Vorrichtung auch zum 
Testen der zcidichen Vcrhaltnisse zwischen dem echten Da- 
tenstrobe-Antwortsignai DQS und der Datenantwort DQ 
verwendet werden. Nehmen wir zum Beispiei an, daB das 
Kalibriersignal in Fig. 1 500 MHz betragt. 500 MHz ent- 
sprechen einer Zykluszeit von 2 ns, d. h. daB das Kalibrier- 
signal 1 ns hohen Pegel und 1 ns tiefen Pegel hat. Da im Ka- 
librierzyklus im Register 7 das Kalibriersignal DQkal fur 
die Datenantwort uber funf Zahlerpositionen korrekt einge- 
lesen wurde, entspricht eine Zahlerposition einer Verzoge- 
rung von 200 ps. Somit laBt sich der Inhalt des Registers 7 
auf die zeidiche Beziehung zwischen der Datenantwort DQ 
und dem Datenstrobe-Antwortsignai DQS auswerten. 
[0029] Es ist zu crwahncn, daB die in Fig. 1 dargcstclltc 
Schaltungsanordnung der Vorrichtung zum Einlescn und zur 

T Tim. ~ : : C. j • t ■ » . . . 



gnal DQS. Ein MiBerfolg beim Einlescn der Datenantwort 
DQ in das Latch 2 ist namlich, wenn eine optirnale oder 
Sollzeitverzogerung X in der Verzogerungseinrichtung 3 ein- 
gestcllf wurde ein Kriterium daftir, daB die zeiMiche Bezie- 
hung zwischen der vom DUT empfangenen Datenantwort 
DQ und dem Datenstrobe-Antwortsignai DQS beim Test 
nicht korrekt ist. 

[0025 J Nun folgt eine Beschreibung der Funktion der in 
der Schaltung gcmaB Fig. I realisierten Kalibricreinrich- 
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zu testenden Spcicherbaustein, insbesondere einem DRAM 
im DDR-Betrieb, ausgelesenen Datenantwort mit HiU'e des 
um cine bestimmte Verzdgerungszeit verzogerten echten 
Datenantwortsignals lediglich eine heispielshafte Prinzip- 
ausfuhrung darstellt. 2^hlreiche schaltungstechnische Rea- 
lisierungen dieses Prinzips sind moglich, zum Beispiei 
kdnnten in einer konkreten Realisierung die Buffcrverstar- 
ker 1, das Datenlatch 2 und die Verzogerungseinrichtung 3 
in einer cinzigen Schaltungseinheit realisiert werden. Zum 



tunp Um fin .n^cW.kcf " • ■ , . . ^"i^iRtii ociidiiungsemneit realisiert werden. £ui) 

de Da^nSworr^ 05 ' TV rat "™ abh ™W 65 Kinlatchen der Datenan.wort DQ konnen auch 2 wci Datcn- 

chen wird die PS™^ S2, 'r , ^ 2 „ ZU Cn " 6 ! li - ' atChcS 2 vor 8C-<=chcn sein. so daB jeweils mi, der steigenden 

Antwortstnal D^fr t Tr v Datcns^obc- und fallcnden Rankc des am Setiingang der Datenlatches 

AntuortMgnal DQS ,n dcr Vferzogerungsemnchtung 3 ver- 2 anliegendcn vcr,.6gerten Datcnttrobe-Antwortsignals 



DE LOO 34 852 A L 



DQS cingclatcht wird. 

Bczugszeichenlistc 

1 ButTervcrstarkcr 

2 Datcnlatch 

3 Verzogerungseinrichtung 

4 Zahler 

6 Vcrgleicher 

7 Register 

8 Kalibricrsignalgcncralor 
9, 10 BufFerverstarker 

11 Schalteinrichtung 

12 Auswerteeinrichtung 
BOST Build Outside Self Test 
DQ(A) Datenantwort 

DQS(B) Datenstrobe-Antwortsignal 
DtJT Device Under Test 
DQkalCD) Kalibriersignal fur DQ 
DQSkal(E) Kalibriersignal fiir DQS 
DQSdel(0 verzogertes DQS-Signal 
DQS K at..drl(F) verzogertes DQSkai. 
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1. Verfahren zum Einlesen und zur Uberprufung der 
zeitlichen Lage einer beim Test aus einem zu testenden 
schnellen Speicherbaustein, insbesondere DRAM- 
Speicher irn DDR-Betrieb ausgelesenen Datenantwort 
(DQ) in einem Testempfanger (BOST), dadurch ge- 30 
kennzeichnet, daB die Datenantwort (DQ) mit einem 
Strobesignal (DQSoel) eingelesen wird, das aus einem 
vom zu testenden Speicherbaustein (DUT) erzeugten 
und vom Testempfanger empfangenen Datenstrobe- 
Antwortsignal (DQS) im Testempfanger (BOST) er- 35 
zeugt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Strobesignal (DQS del) durch Zeitverzoge- 
rung urn cine bestimmtc Verzogerungszeit (x) des im 
Testempfanger (BOST) empfangenen Datenstrobe- 40 
Antwortsignals (DQS) erzeugt wird, wobei die Verzo- 
gerungszeit (x) entsprechend Sollwerten der zeitlichen 
Lage der vom zu testenden Speicherbaustein (DUT) 
ausgelesenen Datenantwort (DQ) und des Datenstrobe- 
Antwortsignals (DQS) errnittelt und eingestellt wird. 45 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die eingestellte Verzogerungszeit (X) in eine 
programmierbare Verzogerungseinrichtung (3) des 
Testempfangers (BOST) einprogrammiert wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB zur Ermittlung der Verzogerungszeit (x) 
(BOST) ein Kalibriersignal (DQkal, DQSkaJ fur die 
Datenantwort (DQ) und das Datenstrobe-Antwortsi- 
gnal (DQS) im Testempfanger erzeugt und den Testsi- 
gnaleingangen (A, B) fur die Datenantwort (DQ) und 55 
das Datenstrobe-Antwortsignal (DQS) zugefuhrt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Ermittlung der in die 
Verzogerungseinrichtung (3) einzuprograrnmierenden 
Verzogerungszeit (X) die Testsignaleingange (A. B) des 60 
Testempfangers (BOST) fiir die Datenantwort (DQ) 
und das Datenstrobe- Ant worts ignal (DQS) mit einem 
extern erzeugten Kalibriersignal (DQkal, DQSkai.) 
beaufschlagt werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 65 
zcichnet, daB die Kalibriersignale (DQkal. DQSka L ) 
fiir die Datenantwort (DQ) und das Datenstrobe-Ant- 
wortsignal (DQS) identische Taktsignale sind. 



7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Kalibriersignale (DQk^l, DQS^al) a ^ c 'n 
symmemsches Taktsignal nut einer mil der Frequent 
der Datenantwort (DQ) und des Datenstrobe- Antwort- 
signals (DQS) vom zu testenden Speicherbaustein 
(DLTl*) ubcreinstimmenden I-'rcquenz erzeugt werden. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die vom zu testenden 
Speicherbaustein einzulcsende Datenantwort (DQ) 
eine Datenaniwortsignalgruppe ist, dcren Binzelsignale 
jewcils gleiche zcitlichc Sollbczichung zum vom zu te- 
stenden Speicherbaustein erzeugten Datenstrobe-Ant- 
wortsignal (DQS) aufweisen. 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die ermittelte und in 
die Verzogerungseinrichtung (3) einzuprogrammie- 
rende Verzogerungszeit (X) a Is Test-Vergleichswert fur 
die zeitliche Beziehung zwischen der Datenantwort 
(DQ) und dem Datenstrobe-Antwortsignal (DQS) ge- 
speichert und zum Test dieser dieser zeitlichen Bezie- 
hung verwendet wird. 

10. Vorrichtung zum Einlesen und zur Uberprufung 
der zeidichen Lage einer beim Test aus einem zu te- 
stenden Speicherbaustein (DUT), insbesondere aus ei- 
nem DRAM-Spcichcr im DDR-Bctricb ausgelesenen 
Datenantwort (DQ) in einem Testempfanger (BOST), 
insbesondere zur Durchfiihrung des Verfahrens nach 
einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Testempfanger (BOST) aufweist: 
mindestens eine mit einem Tests ignaleingang (A) des 
Testempfangers (BOST) verbundene Latchschaltung 
(2) zum Speichem der vom zu testenden Speicherbau- 
stein empfangenen Datenantwort (DQ); 

eine in ihrer Verzogerungszeit (x) programmierbare 
Verzogerungseinrichtung (3), die in einem Testzyklus 
das vom zu testenden Speicherbaustein empfangene 
Daienstrobe-Antwortsignal (DQS) verzogert und als 
internes verzogertes Strobesignal (DQS del) einem 
Sctzcingang der Latchschaltung (2) zum Einspcichcrn 
der anliegenden Datenantwort (DQ) zufuhrt. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Testempfanger (BOST) weiterhin 
aufweist: 

eine ICalibriereinrichtung (4-12) zur Kalibrierung des 
Strobesignals (DQSdel) gegenuber der Datenantwort 
(DQ) vom zu testenden Speicherbaustein (Dl fT) in ei- 
nem Kalibrierzyklus des Testempfangers (BOST), wo- 
bei die ICalibriereinrichtung mittels eines den Signal- 
eingangen (A, B) des Testempfangers (BOST) zuge- 
fuhrten Taktsignals (8) und eines durch einen Verglei- 
cher (6) ennittelten Latcherfolgs der Latchschaltung 
(2) fur das der Latchschaltung (2) angelegtc Kalibrier- 
signal (DQkal) cincn Wert zur Kalibrierung der Verzo- 
gerungszeit (x) der Verzogerungseinrichtung (3) er- 
zeugt. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kalibriereinrichtung (4-12) des Test- 
empfangers (BOST) weiterhin aufweist: 

einen mit einem Program mi ereingang der Verzoge- 
rungseinrichtung (3) verbundenen linearen Zahler (4) 
zum schrittweisen Verandern der Verzogerungszeit (x) 
fiir die Verzogerungseinrichtung (3) im Kalibrierzy- 
klus, 

eine Registereinheit (7), die, gesteuert vom Zahltakt 
des Zahlers, im Kalibrierzyklus den jeweiligen vorn 
Vergleichcr (6) ermittelten Latchcrfolg (oder MiBer- 
folg) der Latchschaltung (2) schrittweise iiber mehrcrc 
Zahlerpositionen des Zahlers (4) registricrt, und 
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cine Aiiswcrtceinrichtung (12), die die von der Regi- 
siereinhcit (7) registricrten Werte hinsichflich einer op- 
linialen Verzogerungszcit (T) tiir die Vcrzogeningsein- 
richtung (3) auswertel und den Zahicr (4) fur die Pro 
grammtcrung der Vcrzogcrungszeit (X) in der Vcrzoge- 5 
rungseinrichtung (3) enLsprechend fur den Tcstzyklus 
einsiellt. 

13. Vorrichtung nach cincm der Anspruche 10 bis 12, 
dadurch gckennzcichnet, daB die Datcnamwort (DQ) 
vom zu testenden Speicherbaustein (DUT) einer Da- 10 
tcnantwortsignalgruppc zugchorig ist und daB cine der 
Anzahl der Datenanlwortsignale der Antwortsignal- 
gruppe cntsprechende Anzah! von Latchschaltungen 
(2) im Testempfanger (BOST) vorgesehen sind. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 10 bis 13, 15 
dadurch gekennzeichnet, datt fur jedes Daten ant worts i- 
gnal (DQ) zwei Latchschaltungen (2) jeweiis fur die 
Einspeicherung einer steigenden und fallenden Flanke 
der Datenantwort (DQ) vorgesehen sind. 

15. Vorrichtung nach emem der Anspriiche 10 bis 14, 20 
dadurch gekennzeichnet, daB der Testempfanger 
(BOST) in einer von einem herkommlichen Testequip- 
ment separaten Halbleiterschaitung (Build Outside Self 
Test) implementiert ist, die in unmitteibarer Nahe des 
jcwciligcn zu testenden Spcichcrbaustcins (DUT), ins- 25 
besondere D RAM -Speic hers, angeordnet ist. 
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